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	一、技术要求
1.光谱范围：至少覆盖195~1000nm
2.光谱测试间隔：≤2nm
3.光斑尺寸：普通光斑直径3mm~5mm，微光斑≤300μm。
4.可测量样品尺寸：1mm×1mm~200mm×200mm
5.补偿范围：0°~360°，旋转频率≥18Hz
6.入射角：计算机控制45°~90°连续自动可变，最小步长≤0.01°
7.Z轴（样品台高度或椭偏仪入射与接收臂高度）：计算机控制自动调节，最大行程≥18mm
8.仪器直射光路对准：在接收端内置位置探测器，用十字叉精确对准光路（需提供证明材料，不限于产品彩页、测试报告、官网或功能截图等技术支持性文件资料）
9.样品台俯仰：支持俯仰调节。
10.样品俯仰对准：使用接收端内置位置探测器，用十字叉辅助精确对准
11.单点测量时间：最短光谱采集时间≤0.06秒(全光谱测试，测试光谱点≥450点）（需提供证明材料，不限于产品彩页、测试报告、官网或功能截图等技术支持性文件资料）
12.动态数据采集速率：1分钟可采集数据≥1000个(全光谱测试，测试光谱点≥450点）（需提供证明材料，不限于产品彩页、测试报告、官网或功能截图等技术支持性文件资料）
13.直射测量正确度：振幅比角Ψ：45º±0.075º；相位差角Δ：0º±0.05º（对空光束进行全光谱测试，测量时间≤10秒，测试光谱点≥450点，所有测量波长点中的≥95%满足上述指标）（需提供证明材料，不限于产品彩页、测试报告、官网或功能截图等技术支持性文件资料）
14.膜厚测量重复性≤0.003nm（对SiO2/Si结构样品进行多次测量提取标准偏差，样品中SiO2的名义厚度为2~100nm，测量次数≥10次）（需提供证明材料，不限于产品彩页、测试报告、官网或功能截图等技术支持性文件资料）
15.数据采集及分析软件：
1）材料库及色散式：材料库≥350个、色散式≥10个。
2）具有B-Spline色散式：包含色散式B-Spline及带透明区域的B-Spline光谱扩展分析方法。
3）具有多数据拟合：包含多数据分析模型及不同基底色散层。
4）具有张量色散式：包含张量分析色散式.
5）具有通用振子：可以将不同的色散式整合到通用振子色散式中。
6）不同模型及唯一性检测：数据分析软件具有不同模型检测（测试表面粗糙、梯度及各向异性等）及参数唯一性检测功能。
7）≥3个软件许可，提供五年版本在线升级服务。基于Windows系统。
16.提供≥1套的备用灯。
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	二、其他要求
1.包装：适合长途运输的包装，内置扎带捆绑或充足的减震填充材料；
2.验收标准：参照技术附件验收各项指标；
3.质保服务：自交货验收完毕之日算起，所有产品质保1年，提供出厂测试报告和合格证
4.售后服务响应时间：2小时效应；如有必要上门服务，3个工作日内到现场
5.现场培训：提供不少于2天的现场硬件及软件的使用培训
6.合同价款包含一次设备移机服务。
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	备注：以上参数为实质性要求，供应商任意一项负偏离，响应文件按无效响应处理。
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